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ковке микросхем по одному критерию обеспечивается вероятность пра­
вильных решений Рп = 0,88 при риске поставщика Рпост = 0,06 и 
риске заказчика Рз = 0,18. При отбраковке по двум критериям Рп воз­
растает до 0,94 при Рпост = 0,12 и Рз = 0,08. Разработана и изготовлена 
установка ДНК микросхемы 142ЕН5. Основным функциональным узлом 
является источник питания, включающий в себя двухполупериодный вы­
прямитель и стабилизатор напряжения компенсационного типа. Измери­
тельная цепь включает в себя образцовый резистор с сопротивлением 
1000+1% Ом и адаптер для подключения выводов микросхемы к выходу 
стабилизатора. Используется универсальный вольтметр В7-38.
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МАТРИЦА РАССЕЯНИЯ ЛИВШИ .ПЕРЕДАЧИ С 
ГИРОМАГНИТНЫМ РЕЗОНАТОРОМ И НЕРЕГУЛЯРНОСТЯМИ

В ОБОИХ ПЛЕЧАХ

Добкин Б.В.

При построении различных СВЧ устройств используется электроди­
намическая структура (ЭС) в виде отрезка линии передачи (ЛП) с попе­
речно намагниченным гиромагнитным резонатором (ГР). Указанная 
структура может быть использована в качестве чувствительного элемента 
при построении измерителя СВЧ импеданса. При этом в одном из плеч 
имеется некоторая нерегулярность, параметры которой необходимо изме­
рить, а в другом -  нерегулярность, обусловленная неидеальностью согла­
сующих элементов и вносящая некоторую погрешность в работу измери­
теля. Анализ матрицы рассеяния ЛП с ГР и нерегулярностями в обоих 
плечах позволяет определить влияние нерегуляностей на резонансные 
характеристики системы и определить требования к отдельным элементам 
создаваемого устройства. Матрицу рассеяния такой ЭС можно получить
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формально-математическим путем, представляя ее в виде каскадного со­
единения элементов (двух отрезков ЛП с нерегулярностями и отрезка ре­
гулярной ЛП с ГР) и перемножая матрицы передачи этих элементов. Фи­
зически более наглядной и адекватной происходящим процессам является 
методика расчета излучения ГР в нерегулярную структуру [1].

Матрица рассеяния отрезка ЛП с ГР и нерегулярностями в обоих пле­
чах определяется как сумма матрицы рассеяния ЭС без ГР [5е] и матрицы

В рассматриваемой структуре нерегулярности считаются сосредото­
ченными. В этом случае:

стях их расположения ; Г , , Г2 коэффициенты отражения от нерегуляр­
ностей, приведенные к плоскости расположения ГР; Т,, Т2 - коэффициен­
ты передачи плеч ЭС.

Элементы матрицы излучения определяются соотношениями [1]:

излучения ГР И  [2]: М = [ 5']+ И  У  = У ' У  = 1 + (1)

У  =  У  +  У  =  У  - а  +  с А )  =  у • у ,

где Cjk - нормированные коэффициенты излучения.

излучения ГР [С] [2]:

о о
где Г ,Г  7 - коэффициенты отражения от нерегулярностей в плоско-

(3)

Т,2 [ф ■(!+ Г у ) -  2Гг ] Ф-(Г,  + Гг ) - ( 1 - Г ) - ( 1  + Г ) Г  2Г,

( 1 - r . r J

Те [Ф • (1 + Г12) - 2 Г 1] ____
X

( 1 - Г Г 2) f . a - r r j + r r

Ф-(Г,  +гг)-(1 + Г)-(1-Г)г2г  , 
(1- г . г ) (1-ГГ) г г(1 -гГ)+ГТ22

1 + Г Г -  Ф/Т + Г 1
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где ^ - обобщенная нагруженная расстройка ГР; [jo - коэффициент

связи ГР с полем регулярной ЛП (при Г, = Г2 = 0); [3 - коэффициент 
связи ГР с интерференционным полем нерегулярной структуры; Ф ,р  - 
параметры поляризации магнитного поля регулярной ЛП в точке распо­
ложения ГР; hn, hn - комплексные амплитуды левой и правой циркуляр­
ных собственных функций магнитного поля в регулярной ЛП.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ В ОЦАЛ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

СТРУКТУРНОЙ СХЕМОЙ

Гречишников В.М., Зеленский В. А., Борисов О Л О.

Классическая задача оптимизации значений весовых коэффициентов 
передачи элементов назначения веса (ЭНВ) в оптическом цифро- 
аналоговом преобразователе (ОЦАП) с последовательной структурной 
схемой заключается в нахождении параметров х1,х2,..,хп , обеспечиваю­
щих экстремум (обычно минимум) показателей качества или системы 
y n y 2,..,ym [1, 2]. Показатели качества образуют критерий оптимизации К 
= К (у],у2,..,ут), который в общем случае является вектором.

Величины Xj ,x2,..xn часто называют внутренними параметрами, а по­

казатели качествау ,,у2,-,ут — внешними параметрами устройства. Их 
связь устанавливается с помощью уравнений:

У] =f (x„x2t...,x„),

Ц) .............  *... f

J m = f ( X, ’X2 ' - ’Xn)-


